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Przedmiotem wynalazku jest spos6b okre§lania
wielko§ci wad krytycznych w izolatorach pelno-
pniowych przy pomocy fal ultradzwigkowych.

Wada krytyczng okrefla sie wtracenia obcego
ciala lub rozwarstwienie w pniu izolatora o ta-
kiej wielko$ci, ze powoduje niedopuszczalne w ek-
sploatacji ostabienie wytrzymato§ci mechanicznej
izolatora.

Przy stosowanym obecnie sposobie ultradZwieko-
wych badan defektoskopowych wielko§¢ wady kry-
tycznej ocenia sie na podstawie wizualnej obser-
wacji impulséw ultradzwiekowych, odbitych od
ptaszezyzny izolatora, przeciwleglej do plaszczyzny
przylozenia sondy oraz impulsu, odbitego od wady
w pniu izolatora. Obserwacje te sg subiektywne,
malo dokladne, a przy duzej rbéznicy wysokosci
impulséw jednoczesna ich obserwacja jest niemoz-
liwa. Przy malym impulsie odbitym od wady uzys-
kanie jego odpowiedniego wzmocnienia powodowa-
lo wychodzenie impulsu odbitego od przeciwleglej
plaszczyzny izolatora poza ekran oscyloskopu.

W izolatorach pelnopniowych, gdzie wtracenia
stanowig bardzo matle inkluzje gazowe pochodzace
ze spalonych cze$ci organicznych lub wytopow ze-
laza, taka duza réznica pomiedzy impulsami odbi-
tymi od wady i powierzchni przeciwleglej izolatora
ma bardzo czesto miejsce. Jednocze$nie stwierdzono,
iz wady takie, np. o ksztalcie kulistym i §rednicy
rzedu 2 mm mogg obnizy¢é wytrzymato$§é izolatora
az do 40% wytrzymaloSci izolatora bez wtracenia,
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co staje sie czesto przyczyng pekania izolatoréw
w czasie ich eksploatacji.

Celem wynalazku jest: uwolnienie sie od subiek-
tywnej oceny wielko§ci amplitud impulsu odbitego
od wady i od plaszczyzny przeciwleglej izolatora
oraz uwolnienie sie od nieliniowej charakterystyki
wzmacniacza.

Cel ten zostal uzyskany przez zastosowanie dla
okre$lenia wady krytycznej dodatkowego ttumika,
wlaczonego w obwod wejsciowy typowego defekto-
skopu ultradzwiekowego. Na skali ttumika odczy-
tuje sie w dB stosunek amplitudy impulsu odbite-
go od powierzchni przeciwleglej izolatora do am-
plitudy impulsu odbitego od wady. W ten spo-
s6b, jezeli mamy do czynienia z duzg wada o am-
plitudzie odbitego od niej, impulsu poréwnywalnej
z wielkoScig amplitudy impulsu odbitego od plasz-
czyzny przeciwleglej, to ich stosunek bedzie bliski
jedno&ci, a warto$¢ odczytana na ttumiku, bliska
zeru dB. Im mniejsza wada wystepuje w izolatorze,
tym wiecej nalezy ttumié impuls, odbity od plasz-
czyzny przeciwleglej. Dla okre§lenia zmniejszenia
amplitudy impulsu odbitego od ptaszczyzny prze-
ciwlegle] w miejscu gdzie wystepuje wada w sto-
sunku do amplitudy impulsu odbitego od ptaszczyz-
ny przeciwleglej w miejscu, gdzie nie wysiepuje
wada, nalezy r6wniez poslugiwaé sie¢ tlumikiem,
sprowadzajac obie amplitudy do tej samej wyso-
koSci na ekranie. W tym przypadku duzy stosunek
amplitud §wiadczy o znacznym zaslonieciu czeSci
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plaszczyzny przeciwleglej przez wade. Stad duza
warto§¢ w dB odczytana na tlumiku, S$wiadczy
o istnieniu duzej wady w pniu izolatora.

Dla oceny wady w pniu izolatora nalezy uwzgled-
nié obie zmierzone na ttumiku wartoSci.

Z uwagi na wplyw ttumienia fal ultradZwicko-
wych w pniu izolatora lub mozliwo§ci wystepowa-
nia réiznych plaszczyzn efektywnych wady z in-
nych stron pomiary nalezy przeprowadzié z obu
powierzchni czotowych izolatora.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb okreélenia wielkoéci wad krytycznych
w izolatorach pglnopniowych przy pomocy fal
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ultradzwiekowych, znamienny tym, Ze na ekra-
nie defektoskopu odmierza si¢ wieko§é impulsu
odbitego od wady, nastepnie zmniejsza sie za
pomocy tlumika wielko§¢ impulsu odbitego od
przeciwleglej plaszczyzny izolatora do wysokoS$-
ci uprzednio zmierzonej, a na skali odczytuje sie
w dB stosunek tych wielko§ci.

Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze po
odmierzeniu na ekranie wielko$ci impulsu po
odbiciu od przeciwleglej plaszczyzny izolatora
w miejscu istnienia wady, zmniejsza sie za po-
mocg tlumika do poprzedniej wielko§ci impulsu
odbitego od przeciwleglej plaszczyzny w miej-
scu bez wady i odczytuje sie w dB stosunek
tych wielkoSci.

Zaklady Kartograticzne — C/816, 380
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